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En esta conferencia se presentarán resultados de aplicaciones novedosas de: a)
mapeados de orientación/fases (ASTAR) de nanocristales en TEM combinados con la
difracción de electrones (ED) en modo precesión (PED), b) estudios con Tomografía
de Difracción (ADT) y c) aplicaciones de las técnicas de e-PDF (Electron Pair
Distribution Function) al TEM. Algunos resultados relevantes constituyen: el aumento
considerable de la resolución y la precisión en las medidas, el análisis a escala
nanométrica de diagramas de ED en materiales amorfos y reacciones químicas in
situ, determinación de estructuras de materiales vítreos, etc., para un amplio rango
de materiales desde pigmentos Mayas y pinturas de van Gogh hasta dispositivos
semiconductores y nanopartículas en suspensión líquida.
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